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【手続補正書】
【提出日】平成30年12月7日(2018.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャンイネーブル信号がスキャンテストモード、かつ、スキャンモード信号が圧縮ス
キャンモードに設定された場合に、内部回路に含まれる複数のスキャンセル回路のうち、
各々のスキャンセル回路を直列に接続して構成された複数のサブスキャンチェーンによっ
て構成され、前記スキャンイネーブル信号がスキャンテストモード、かつ、前記スキャン
モード信号が非圧縮スキャンモードに設定された場合に、前記複数のサブスキャンチェー
ンを直列に接続して構成されるスキャンチェーンと、
　前記圧縮スキャンモードの場合に、スキャンイン信号を分配した分配信号を、前記複数
のサブスキャンチェーンの初段のスキャンセル回路のスキャンイン入力端子に入力し、前
記非圧縮スキャンモードの場合に、前記スキャンイン信号を初段のサブスキャンチェーン
の初段のスキャンセル回路のスキャンイン入力端子に入力し、かつ、前段のサブスキャン
チェーンの最終段のスキャンセル回路の出力信号を後段のサブスキャンチェーンの初段の
スキャンセル回路のスキャンイン入力端子に順次入力する入力分配回路と、
　前記圧縮スキャンモードの場合に、前記複数のサブスキャンチェーンの最終段のスキャ
ンセル回路の出力信号を圧縮した圧縮信号をスキャンアウト信号として出力し、前記非圧
縮スキャンモードの場合に、最終段のサブスキャンチェーンの最終段のスキャンセル回路
の出力信号を前記スキャンアウト信号として出力する出力圧縮回路とを備え、
　前記スキャンチェーンは、前記圧縮スキャンモードの場合に、前記内部回路に含まれる
複数のスキャンセル回路のうち、秘匿性が要求される秘匿性要求回路の情報に基づいて特
定される前記秘匿性要求回路のスキャンセル回路を接続して前記複数のサブスキャンチェ
ーンを構成し、前記非圧縮スキャンモードの場合に、前記秘匿性要求回路のスキャンセル
回路をバイパスして前記複数のサブスキャンチェーンを構成するバイパス回路を備えるこ
とを特徴とするスキャンテスト回路。
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【請求項２】
　前記バイパス回路は、物理的な配線で接続された前記スキャンモード信号に基づいて、
前記圧縮スキャンモードと前記非圧縮スキャンモードとが切り替えられ、
　製造後の前記スキャンテスト回路の製品において、前記非圧縮スキャンモードの場合に
、外部から前記秘匿性要求回路にアクセスすることができない構造にしたことを特徴とす
る、請求項１に記載のスキャンテスト回路。
【請求項３】
　スキャンテストモードが圧縮スキャンモードおよび非圧縮スキャンモードを有するスキ
ャンテスト回路を用いて内部回路のスキャンテストを行うスキャンテスト方法であって、
　前記圧縮スキャンモードに設定して、前記内部回路に含まれる複数のスキャンセル回路
のうち、各々のスキャンセル回路を直列に接続して構成された複数のサブスキャンチェー
ンによってスキャンチェーンを構成するステップと、
　前記複数のサブスキャンチェーンを用いて前記内部回路のスキャンテストを行い、前記
複数のサブスキャンチェーンの出力信号を圧縮した圧縮信号をテスト結果として出力する
ステップと、
　前記非圧縮スキャンモードに設定して、前記内部回路に含まれるスキャンセル回路のう
ち、秘匿性が要求される秘匿性要求回路の情報によって特定された前記秘匿性要求回路の
スキャンセル回路をバイパスして接続して前記複数のサブスキャンチェーンを構成し、前
記複数のサブスキャンチェーンを直列に接続してスキャンチェーンを構成するステップと
、
　前記スキャンチェーンを用いて前記秘匿性要求回路以外の内部回路のスキャンテストを
行い、前記スキャンチェーンの出力信号を前記テスト結果として出力するステップとを含
むことを特徴とするスキャンテスト方法。
【請求項４】
　物理的な配線で接続されたスキャンモード信号に基づいて、前記圧縮スキャンモードと
前記非圧縮スキャンモードとを切り替え、
　製造後の前記スキャンテスト回路の製品において、前記非圧縮スキャンモードの場合に
、外部から前記秘匿性要求回路にアクセスすることができないことを特徴とする、請求項
３に記載のスキャンテスト方法。
【請求項５】
　内部回路に含まれる複数のフリップフロップを複数のスキャンセル回路に置換するステ
ップと、
　スキャンイネーブル信号を前記複数のスキャンセル回路のスキャンイネーブル入力端子
に接続し、かつ、前段のスキャンセル回路の出力信号を後段のスキャンセル回路のスキャ
ンイン入力端子に順次接続することにより、前記スキャンイネーブル信号がスキャンテス
トモードに設定された場合に、前記複数のスキャンセル回路を直列に接続してスキャンチ
ェーンを構成するステップと、
　前記スキャンチェーンを構成する複数のスキャンセル回路を分割して複数のサブスキャ
ンチェーンを構成するステップと、
　スキャンモード信号が圧縮スキャンモードに設定された場合に、スキャンイン信号を分
配した分配信号を、前記複数のサブスキャンチェーンの初段のスキャンセル回路のスキャ
ンイン入力端子に入力し、前記スキャンモード信号が非圧縮スキャンモードに設定された
場合に、前記スキャンイン信号を初段のサブスキャンチェーンの初段のスキャンセル回路
のスキャンイン入力端子に入力し、かつ、前段のサブスキャンチェーンの最終段のスキャ
ンセル回路の出力信号を後段のサブスキャンチェーンの初段のスキャンセル回路のスキャ
ンイン入力端子に順次入力する入力分配回路を追加するステップと、
　前記スキャンイン信号および前記スキャンモード信号を前記入力分配回路に接続し、か
つ、前記入力分配回路の出力信号を、前記複数のサブスキャンチェーンの初段のスキャン
セル回路のスキャンイン入力端子に接続するステップと、
　前記圧縮スキャンモードの場合に、前記複数のサブスキャンチェーンの最終段のスキャ
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ンセル回路の出力信号を圧縮した圧縮信号をスキャンアウト信号として出力し、前記非圧
縮スキャンモードの場合に、最終段のサブスキャンチェーンの最終段のスキャンセル回路
の出力信号を前記スキャンアウト信号として出力する出力圧縮回路を追加するステップと
、
　前記スキャンアウト信号および前記スキャンモード信号を前記出力圧縮回路に接続し、
かつ、前記複数のサブスキャンチェーンの最終段のスキャンセル回路の出力信号を前記出
力圧縮回路に接続するステップと、
　秘匿性が要求される秘匿性要求回路の情報に基づいて、前記内部回路のうち、前記秘匿
性要求回路を特定するステップと、
　前記圧縮スキャンモードの場合に、前記秘匿性要求回路のスキャンセル回路を接続して
前記複数のサブスキャンチェーンを構成し、前記非圧縮スキャンモードの場合に、前記秘
匿性要求回路のスキャンセル回路をバイパスし、前記秘匿性要求回路の初段のスキャンセ
ル回路の前段の回路の出力信号を、前記秘匿性要求回路の最終段のスキャンセル回路の後
段の回路に接続して前記複数のサブスキャンチェーンを構成するバイパス回路を追加する
ステップと、
　前記秘匿性要求回路の初段のスキャンセル回路の前段の回路の出力信号、前記秘匿性要
求回路の最終段のスキャンセル回路の出力信号、および、前記スキャンモード信号を前記
バイパス回路に接続し、前記バイパス回路の出力信号を、前記秘匿性要求回路の最終段の
スキャンセル回路の後段の回路に接続するステップとを含むことを特徴とするスキャンテ
スト回路の設計方法。
【請求項６】
　前記スキャンモード信号を前記バイパス回路に接続するステップは、前記スキャンモー
ド信号に基づいて、前記圧縮スキャンモードと前記非圧縮スキャンモードとが切り替えら
れるように、前記物理的な配線で前記スキャンモード信号を接続し、
　製造後の前記スキャンテスト回路の製品において、前記非圧縮スキャンモードの場合に
、外部から前記秘匿性要求回路にアクセスすることができない構造にすることを特徴とす
る、請求項５に記載のスキャンテスト回路の設計方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明は、スキャンイネーブル信号がスキャンテストモー
ド、かつ、スキャンモード信号が圧縮スキャンモードに設定された場合に、内部回路に含
まれる複数のスキャンセル回路のうち、各々のスキャンセル回路を直列に接続して構成さ
れた複数のサブスキャンチェーンによって構成され、前記スキャンイネーブル信号がスキ
ャンテストモード、かつ、前記スキャンモード信号が非圧縮スキャンモードに設定された
場合に、前記複数のサブスキャンチェーンを直列に接続して構成されるスキャンチェーン
と、
　前記圧縮スキャンモードの場合に、スキャンイン信号を分配した分配信号を、前記複数
のサブスキャンチェーンの初段のスキャンセル回路のスキャンイン入力端子に入力し、前
記非圧縮スキャンモードの場合に、前記スキャンイン信号を初段のサブスキャンチェーン
の初段のスキャンセル回路のスキャンイン入力端子に入力し、かつ、前段のサブスキャン
チェーンの最終段のスキャンセル回路の出力信号を後段のサブスキャンチェーンの初段の
スキャンセル回路のスキャンイン入力端子に順次入力する入力分配回路と、
　前記圧縮スキャンモードの場合に、前記複数のサブスキャンチェーンの最終段のスキャ
ンセル回路の出力信号を圧縮した圧縮信号をスキャンアウト信号として出力し、前記非圧
縮スキャンモードの場合に、最終段のサブスキャンチェーンの最終段のスキャンセル回路
の出力信号を前記スキャンアウト信号として出力する出力圧縮回路とを備え、
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　前記スキャンチェーンは、前記圧縮スキャンモードの場合に、前記内部回路に含まれる
複数のスキャンセル回路のうち、秘匿性が要求される秘匿性要求回路の情報に基づいて特
定される前記秘匿性要求回路のスキャンセル回路を接続して前記複数のサブスキャンチェ
ーンを構成し、前記非圧縮スキャンモードの場合に、前記秘匿性要求回路のスキャンセル
回路をバイパスして前記複数のサブスキャンチェーンを構成するバイパス回路を備えるこ
とを特徴とするスキャンテスト回路を提供するものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　ここで、前記バイパス回路は、物理的な配線で接続された前記スキャンモード信号に基
づいて、前記圧縮スキャンモードと前記非圧縮スキャンモードとが切り替えられ、
　製造後の前記スキャンテスト回路の製品において、前記非圧縮スキャンモードの場合に
、外部から前記秘匿性要求回路にアクセスすることができない構造にしたことが好ましい
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、本発明は、スキャンテストモードが圧縮スキャンモードおよび非圧縮スキャンモ
ードを有するスキャンテスト回路を用いて内部回路のスキャンテストを行うスキャンテス
ト方法であって、
　前記圧縮スキャンモードに設定して、前記内部回路に含まれる複数のスキャンセル回路
のうち、各々のスキャンセル回路を直列に接続して構成された複数のサブスキャンチェー
ンによってスキャンチェーンを構成するステップと、
　前記複数のサブスキャンチェーンを用いて前記内部回路のスキャンテストを行い、前記
複数のサブスキャンチェーンの出力信号を圧縮した圧縮信号をテスト結果として出力する
ステップと、
　前記非圧縮スキャンモードに設定して、前記内部回路に含まれるスキャンセル回路のう
ち、秘匿性が要求される秘匿性要求回路の情報によって特定された前記秘匿性要求回路の
スキャンセル回路をバイパスして接続して前記複数のサブスキャンチェーンを構成し、前
記複数のサブスキャンチェーンを直列に接続してスキャンチェーンを構成するステップと
、
　前記スキャンチェーンを用いて前記秘匿性要求回路以外の内部回路のスキャンテストを
行い、前記スキャンチェーンの出力信号を前記テスト結果として出力するステップとを含
むことを特徴とするスキャンテスト方法を提供する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　ここで、物理的な配線で接続されたスキャンモード信号に基づいて、前記圧縮スキャン
モードと前記非圧縮スキャンモードとを切り替え、
　製造後の前記スキャンテスト回路の製品において、前記非圧縮スキャンモードの場合に
、外部から前記秘匿性要求回路にアクセスすることができないことが好ましい。
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【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　さらに、本発明は、内部回路に含まれる複数のフリップフロップを複数のスキャンセル
回路に置換するステップと、
　スキャンイネーブル信号を前記複数のスキャンセル回路のスキャンイネーブル入力端子
に接続し、かつ、前段のスキャンセル回路の出力信号を後段のスキャンセル回路のスキャ
ンイン入力端子に順次接続することにより、前記スキャンイネーブル信号がスキャンテス
トモードに設定された場合に、前記複数のスキャンセル回路を直列に接続してスキャンチ
ェーンを構成するステップと、
　前記スキャンチェーンを構成する複数のスキャンセル回路を分割して複数のサブスキャ
ンチェーンを構成するステップと、
　スキャンモード信号が圧縮スキャンモードに設定された場合に、スキャンイン信号を分
配した分配信号を、前記複数のサブスキャンチェーンの初段のスキャンセル回路のスキャ
ンイン入力端子に入力し、前記スキャンモード信号が非圧縮スキャンモードに設定された
場合に、前記スキャンイン信号を初段のサブスキャンチェーンの初段のスキャンセル回路
のスキャンイン入力端子に入力し、かつ、前段のサブスキャンチェーンの最終段のスキャ
ンセル回路の出力信号を後段のサブスキャンチェーンの初段のスキャンセル回路のスキャ
ンイン入力端子に順次入力する入力分配回路を追加するステップと、
　前記スキャンイン信号および前記スキャンモード信号を前記入力分配回路に接続し、か
つ、前記入力分配回路の出力信号を、前記複数のサブスキャンチェーンの初段のスキャン
セル回路のスキャンイン入力端子に接続するステップと、
　前記圧縮スキャンモードの場合に、前記複数のサブスキャンチェーンの最終段のスキャ
ンセル回路の出力信号を圧縮した圧縮信号をスキャンアウト信号として出力し、前記非圧
縮スキャンモードの場合に、最終段のサブスキャンチェーンの最終段のスキャンセル回路
の出力信号を前記スキャンアウト信号として出力する出力圧縮回路を追加するステップと
、
　前記スキャンアウト信号および前記スキャンモード信号を前記出力圧縮回路に接続し、
かつ、前記複数のサブスキャンチェーンの最終段のスキャンセル回路の出力信号を前記出
力圧縮回路に接続するステップと、
　秘匿性が要求される秘匿性要求回路の情報に基づいて、前記内部回路のうち、前記秘匿
性要求回路を特定するステップと、
　前記圧縮スキャンモードの場合に、前記秘匿性要求回路のスキャンセル回路を接続して
前記複数のサブスキャンチェーンを構成し、前記非圧縮スキャンモードの場合に、前記秘
匿性要求回路のスキャンセル回路をバイパスし、前記秘匿性要求回路の初段のスキャンセ
ル回路の前段の回路の出力信号を、前記秘匿性要求回路の最終段のスキャンセル回路の後
段の回路に接続して前記複数のサブスキャンチェーンを構成するバイパス回路を追加する
ステップと、
　前記秘匿性要求回路の初段のスキャンセル回路の前段の回路の出力信号、前記秘匿性要
求回路の最終段のスキャンセル回路の出力信号、および、前記スキャンモード信号を前記
バイパス回路に接続し、前記バイパス回路の出力信号を、前記秘匿性要求回路の最終段の
スキャンセル回路の後段の回路に接続するステップとを含むことを特徴とするスキャンテ
スト回路の設計方法を提供する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２１】
　ここで、前記スキャンモード信号を前記バイパス回路に接続するステップは、前記スキ
ャンモード信号に基づいて、前記圧縮スキャンモードと前記非圧縮スキャンモードとが切
り替えられるように、前記物理的な配線で前記スキャンモード信号を接続し、
　製造後の前記スキャンテスト回路の製品において、前記非圧縮スキャンモードの場合に
、外部から前記秘匿性要求回路にアクセスすることができない構造にすることが好ましい
。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　続いて、前述のスキャンモード信号の極性に基づいて、高秘匿性要求回路の初段のスキ
ャンセル回路の前段の回路、つまり、初段のスキャンセル回路２０ａの出力信号、および
、高秘匿性要求回路の最終段のスキャンセル回路の出力信号がマルチプレクサ２２の入力
端子０および１に接続され、スキャンモード信号がマルチプレクサ２２の選択入力端子に
接続される。また、マルチプレクサ２２の出力信号が、高秘匿性要求回路の最終段のスキ
ャンセル回路の後段の回路、つまり、スキャンセル回路２０ｅのスキャンイン入力端子SI
に接続される（ステップS6-5）。
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